
























































专利名称(译) 超声诊断设备

公开(公告)号 US20110040187A1 公开(公告)日 2011-02-17

申请号 US12/989546 申请日 2009-04-14

[标]申请(专利权)人(译) MATSUMURA​​ TAKESHI

申请(专利权)人(译) MATSUMURA​​ TAKESHI
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[标]发明人 MATSUMURA TAKESHI

发明人 MATSUMURA, TAKESHI

IPC分类号 A61B8/14

CPC分类号 A61B5/6843 A61B8/06 A61B8/488 A61B8/4281 A61B8/485 A61B8/13

优先权 2008116313 2008-04-25 JP

其他公开文献 US8845538

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明是为了简化与检测通过超声波探头施加到测试体的绝对压力有关
的操作，从而提高可用性。已经检测到弹性耦合器已经附接到超声波发
射器/接收器表面的事实以及弹性耦合器处于没有压力的初始状态的事实
（S2，S3），弹性耦合器的初始厚度在初始时在获得状态（S6）的情况
下，弹性耦合器处于加压状态的事实是基于包含在RF信号中并且由于弹
性耦合器引起的多重回波的消失来检测的，弹性耦合器的厚度在通过在
加压状态下检测测试体和弹性耦合器之间的边界来获得加压状态，基于
加压状态下的厚度和初始厚度获得厚度变化（S7），并且施加到加压状
态的绝对压力。基于弹性耦合器的厚度变化和预设弹性特性来评估测试
对象（S8）。
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